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Priloha ¢. 2 — Technicka specifikace

Rastrovaci elektronovy mikroskop

- Schottkyho autoemisni katoda;
- garance funkénosti, resp. bezplatné vymény katody po dobu 4 let od instalace,
vymeéna do tfech pracovnich dni od nahlaseni;
- moznost prace v nizkém vakuu nejlépe az do 500 Pa;
- velka komora uréena pro praci ve vysokém i nizkém vakuu;
o vnitfni primér komory min. 290 mm
o Sifka dvefi komory min. 290 mm
- IR kamera pro pohled do komory;
- akusticka kontrola dotyku (funkce pro zastaveni pohybu stolku pfi dotyku vzorku
s jakoukoli sou€astkou v komofe);
- plné motorizovany, compucentricky stolek umoZzhujici pohyb v osach X, Y, Z, rotaci a

naklon:
o posuv stolku v ose:
» X2120 mm
» Y2120 mm
» Z2100 mm

o plynula rotace stolku 360°
o naklon vzorku v rozsahu = 90°
- stolek musi byt ovladatelny mysSi nebo trackballem;
- nosnost stolku = 8 kg;
- plné automatizované pfepinani mezi zobrazovacimi médy bez nutnosti mechanického
zasahu do systému;
- méfeni absorbovaného proudu ve vzorku;
- detektor sekundarnich elektront (SE);
- rozliSeni pro detektor sekundarnich elektronu
» <1,2 nm pfi urychlovacim napéti 30 kV;
» <45 nm pfi urychlovacim napéti 1 kV;
- rozsah urychlovaciho napéti 0,2 — 30,0 kV, kontinualné ménitelné;
- moznost kontinualni regulace velikosti a proudu svazku v realném Case nejlépe az do
hodnoty 400 — 450 nA
- minimalni rozsah zvétSeni 1 — 1 000 000x;
- detektor zpétné odrazenych elektront (BSE) — i pro rezim nizkého vakua;
- kontrolni panel pro ru¢ni ovladani zakladnich funkci mikroskopu;
- SW modul pro automatizované snimani, spojeni a ukladani snimkd definovanych
oblasti;
- moznost souasného zobrazeni signalu z detektorll SE a BSE, v€etné kontinualniho
mixu obou signald;
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plynule nastavitelna rychlost skenovani v rozmezi 20 ns/px - 10 ms/px (moznost
bodového i liniového rastrovani);
korekce driftu obrazu;
automatizované snimani a zpracovani obrazku (idealné pro prostfedi Windows)
moznost ukladani obrazku v rozli§eni min. 8000 x 8000 pxl;
poskytnuti standardnich format( ukladanych obrazk;
plnohodnotna pocitatova stanice s operaénim systémem Windows soucasné
generace pro ovladani véech funkci mikroskopu v&etné min. 24“ monitoru;
moznost vzdaleného pfistupu;
pIné automaticka kontrola vakua;
o vakuum v komore <9 x 1072 Pa;
o vakuum v trysce <3 x 107 Pa;
GSR drzak vzorkd v komofre v€etné zakladny + univerzalni typy drzakud pro razné typy
vzorkU;
stul operatora;
UPS zalozni zdroj pro provoz zafizeni;
soucasti dodavky musi byt ostatni zafizeni nezbytné pro fadny provoz pfistroje,
véetné instalace MS Office;
vzduchovy kompresor nebo jiné zafizeni na vyrobu stlaceného vzduchu;
tlumici box vyvévy;
externi zalozni disk o kapacité 1TB;
pneumatické odpruzeni komory mikroskopu;
proméieni magnetického pole a vibraci technikem pred instalaci zafizeni.

Mikroanalyza + GSR analyza

EDS/GSR systém:

EDS analyzator s SDD detektorem (bez nutnosti chlazeni kapalnym dusikem)
s rozliS§enim min. 124 eV, aktivni plochou snimaciho ¢ipu detektoru min. 80 mm?;
Detektor musi byt vybaveny motorickym vysunovanim a zasunovanim do pracovni
pozice;
Software na analyzu ¢astic — pozadovana je detekce, kvalitativni a kvantitativni
analyza prvku v rozsahu od Be po Pu;
Software musi byt schopen:
o kvalitativni a kvantitativni bezstandardové analyzy i prace se standardy a
moznost vytvaret knihovny standardu;
o volby analyz v bodé&, v oblasti libovolné zvolené uZivatelem, v liniia v
definovaném rastru. U v8ech typl analyz musi byt automaticky uloZeno celé
spektrum v kazdém bodé analyzy;
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o vytvareni map prvkd s moznosti ziskani rozlozeni prvka v libovolné oblasti a
podél ¢ary zvolené v nasnimané oblasti véetné vytvareni kvantitativnich
distribuénich map a kvantitativnich liniovych scanu;

o maximalniho rozliseni prvkové distribu¢ni mapy EDS alespori 8000x8000
pixeld;

o simultanné snimat alespori dva obrazoveé signaly z mikroskopu a provést jejich
zakladni obrazovou analyzu (jas, kontrast, gamma korekce atd.);

o ovladat posuvy stolku mikroskopu, automatizace procesu snimani vétsich
ploch zahrnujici snimkovani povrchu vzorku a akvizice distribu¢nich
prvkovych map, moznost roz€lenéni analyzované oblasti na dilCi celky
nasledované akvizici dat a jejich nasledné spojeni do jednoho datového
vystupu.

o kompenzace driftu vzorku v pribéhu analyzy;

o automatizované ¢asticové analyzy i z vice analyzovanych poli s
vyhodnocenim dat zahrnujici zakladni charakteristiky detekovanych €astic
(napf. velikost, tvar atd.) a chemické slozeni ¢astic;

o umoznovat feSeni interferenci €ar analyzovanych prvkd dekonvoluénimi
metodami v priibéhu akvizice dat pro veskera kvantitativni data, prvkové
distribu¢ni mapy a liniové analyzy;

- Systém pro automatickou analyzu GSR, pIné integrovany v ramci jednoho
softwarového rozhrani EDS systému v¢etné vSech procedur nutnych pro validaci
systému;

- GSR systém musi byt zcela v souladu s normou ASTM E1588-16;

- GSR systém musi umoznovat praci se snimky s rozliSenim az 8000 x 8000 pixeld;

- Detekce Castic v GSR systému musi byt zajiSténa pomoci nastaveni minimalné t¥i
prahu (tresholdd) s histogramem pro nastaveni tresholdu a také vybérem konkrétni
Castice v analyzovaném obraze;

- Musi byt zaru€ena mozZnost opé&tovné GSR analyzy zahrnujici re-akvizici vybranych
skupin ¢astic za danych akvizi¢nich podminek;

- Moznost vytvaieni vlastnich klasifikaCnich schémat &astic, véetné moznosti
definovani vlastnich obsaht prvku;

- Soucasti dodavky musi byt i vhodny standard pro obrazovou kalibraci GSR systému;

- Soucasti dodavky musi byt minimalné jedna offline licence dodaného EDS softwaru
pro dalSiho uzivatele;

- Pozadovany analyticky systém musi umozfiovat podporu vzdaleného pfistupu pro
ovladani systému ze vzdaleného pocitae zadavatele;

- Soucasti dodavky musi byt pracovni stanice s operacnim systémem Windows
soucCasné gererace s monitorem min. 24“ optimalizovana pro nabizeny systém a
software.

Zaruka min. 24 mésicl na rastrovaci elektronovy mikroskop i na EDS/GSR systém.
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Zaijisténi servisu v Ceské republice s garanci zahajeni servisniho zasahu do 3 pracovnich
dnu od nahlaseni zavady.

Doprava do laboratofe, instalace zafizeni, zaskoleni obsluhy v misté instalace v rozsahu
minimalné 5 dni pro 5 osob + aplikaéni Skoleni na vybrané aplikace cca 3 mésice po
instalaci pro stejny pocet osob.

Zarizeni pro nanaseni vodivé vrstvy uhliku a vybranych kovu

- kombinovana napraSovacka uhliku / kovu €erpana rotacni vyvévou;

- rotaéni stolek na vzorky s ménitelnou rychlosti otacek;

- kontrola tloustky vrstvy;

- moznost definice a ukladani programd naprasovani;

- v cené dodavky musi byt uhlikové vidkno/uhlikova tyCinka a zlaty tercik.
Zaruka 24 mésicu, doprava do laboratofe, zaskoleni obsluhy.



